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引 言
本检定系统表依据JJF 1104-2003《国家计量检定系统表编写规则》编制。
本检定系统表代替JJG 2041-1989《测量α、β表面污染的计量器具》，主要技术变化如下：
——修改了2πα、2πβ粒子发射率基准和2πα、2πβ粒子发射率副基准的技术指标；

——计量标准取消了α、β标准源的分级，增加了α、β表面粒子发射率测量装置；
——工作计量器具修改了α、β表面污染仪的相对固有误差，增加了固定式α、β个人表面污染监测装置，低本底α、β测量仪，流气正比计数器总α、总β测量仪和α谱仪。
本检定系统表的历次版本发布情况为：

——JJG 2041-1989。

α、β表面粒子发射率计量器具检定系统表
1 范围

本检定系统适用于α、β表面粒子发射率计量器具的量值传递。α、β表面粒子发射率计量器具检定系统由基准计量器具、标准计量器具和工作计量器具组成，规定了α、β表面粒子发射率基准的用途，基准所包含的计量器具、计量学参数，借助标准计量器具向工作计量器具开展量值传递的程序，并指明方法和不确定度。在开展α、β表面粒子发射率计量器具校准项目过程中，本检定系统也可作为量值溯源的依据。
2 计量基准
α、β表面粒子发射率基准计量器具由2πα、2πβ粒子发射率基准和2πα、2πβ粒子发射率副基准组成，用于复现和保存α、β平面源在2π立体角范围内发射的粒子数，该量值的单位是s-1或min-1。基准计量器具采用替代法向标准级α、β表面粒子发射率测量装置进行量值传递；采用直接测量法向标准级α、β平面源进行量值传递。
2.1 2πα、2πβ粒子发射率基准
2πα、2πβ粒子发射率基准由多丝正比计数器、电子学系统和铅屏蔽系统组成，多丝正比计数器一般以氩甲烷为工作气体，在流气式常压模式下测量；电子学系统包括电荷灵敏前置放大器、脉冲成型滤波放大器、单道分析器、时间延迟产生器、定时计数器和多道分析器组成。
2πα、2πβ粒子发射率基准的测量范围和相应的不确定度范围为：测量α，发射率范围为(3.0~1.5×104) s-1，扩展不确定度为Urel=(0.3~1.6)%，k=2；测量β，发射率范围为(1.5×102~1.5×104) s-1，扩展不确定度为Urel=(0.4~1.6)%，k=2。
2.2 2πα、2πβ粒子发射率副基准

2πα、2πβ粒子发射率副基准由多丝正比计数器、电子学系统和铅屏蔽组成。
2πα、2πβ粒子发射率副基准的测量范围和相应的不确定度范围为：测量α，发射率范围为(3.3~1.3×104) s-1，扩展不确定度为Urel=(0.4~1.6)%，k=2；测量β，发射率范围为(1.5×102~1.2×104) s-1，扩展不确定度为Urel=(0.5~1.6)%，k=2。
3 计量标准

α、β表面粒子发射率标准计量器具分为α、β表面粒子发射率测量装置和α、β平面源两类，经α、β表面粒子发射率基准计量器具检定后，用于对工作级α、β表面粒子发射率计量器具进行量值传递。
3.1 α、β表面粒子发射率测量装置
标准级α、β表面粒子发射率测量装置由多丝正比计数器和电子学系统组成。
标准级α、β表面粒子发射率测量装置测量范围：测量α，发射率范围为（1~104）s1，发射率测量结果扩展不确定度Urel≤3.0%（k=2）；测量β，发射率范围为（10~104）s-1，发射率测量结果扩展不确定度Urel≤3.0%（k=2）。
标准级α、β表面粒子发射率测量装置采用直接测量法向工作级α、β平面源进行量值传递，采用替代法向工作级α、β表面粒子发射率测量装置进行量值传递。

3.2 α、β平面源
标准级α、β平面源包括α平面源和β平面源。
α平面源核素种类包括但不限于：241Am、239Pu、210Po、天然U等；β平面源核素种类包括但不限于：低能β核素14C（Emax=156.5 keV）、147Pm（Emax=224.1 keV）等；中能β核素36Cl（Emax=709.5 keV）、204Tl（Emax=763.7 keV）等；高能β核素90Sr/90Y（Emax=2279.8 keV）等。标准级α、β平面源的活性区规格包括：大面积平面源，典型活性区为150 mm×100 mm、100 mm × 100 mm等；小面积平面源，典型活性区为φ30mm、φ25mm等。
标准级α、β平面源表面粒子发射率不均匀性：对于活性区面积不小于50 cm2的α、β标准平面源，表面粒子发射率不均匀性不超过10%；对于活性区面积小于50 cm2的α、β标准平面源，表面粒子发射率不均匀性不作要求。
标准级α、β平面源表面粒子发射率范围：测量α，发射率范围为（1~104）s1，发射率标准值扩展不确定度Urel≤3.0%（k=2）；测量β，发射率范围为（10~104）s1，发射率标准值扩展不确定度Urel≤3.0%（k=2）。
标准级α、β平面源采用直接测量法向工作级α、β表面粒子发射率测量装置，低本底α、β测量仪，流气正比计数器总α、总β测量仪，α、β表面污染仪，固定式α、β个人表面污染监测装置和α谱仪等工作级α、β表面粒子发射率计量器具进行量值传递。
4 工作计量器具

工作级α、β表面粒子发射率计量器具包括：工作级α、β表面粒子发射率测量装置，工作级α、β平面源，低本底α、β测量仪，正比计数器总α、总β测量仪，α、β表面污染仪，固定式α、β个人表面污染监测装置，α谱仪等。
4.1 α、β表面粒子发射率测量装置
工作级α、β表面粒子发射率测量装置的测量范围：测量α，发射率范围为（1~104）s1，发射率测量结果扩展不确定度Urel≤4.0%（k=2）；测量β，发射率范围为（10~104）s1，发射率测量结果扩展不确定度Urel≤4.0%（k=2）。
4.2 α、β平面源
工作级α、β平面源表面粒子发射率范围：α源，发射率范围为（1~104）s-1，发射率测量结果扩展不确定度Urel≤4.0%（k=2）；β源，发射率范围为（10~104）s-1，发射率测量结果扩展不确定度Urel≤4.0%（k=2）。
4.3 低本底α、β测量仪
低本底α、β测量仪的测量范围：测量α，发射率范围为（10-2~104）s-1，发射率测量结果扩展不确定度Urel≤5.0%（k=2）；测量β，发射率范围为（10-1~104）s-1，发射率测量结果扩展不确定度Urel≤5.0%（k=2）。
4.4 流气正比计数器总α、总β测量仪

流气正比计数器总α、总β测量仪的测量范围：测量α，发射率范围为（10-2~104）s-1，发射率测量结果扩展不确定度Urel≤5.0%（k=2）；测量β，发射率范围为（10-1~104）s-1，发射率测量结果扩展不确定度Urel≤5.0%（k=2）。
4.5 α、β表面污染仪

α、β表面污染仪的测量范围为（10-1~104）s-1，相对固有误差不超过±25%。
4.6 固定式α、β个人表面污染监测装置
固定式α、β个人表面污染监测装置的测量范围为（10-1~104）s-1，相对固有误差不超过±25%。
4.7 α谱仪

α谱仪的测量范围为（10-2~104）s-1，α粒子发射率测量结果扩展不确定度Urel≤5.0%（k=2）。
5 α、β表面粒子发射率计量器具检定系统表框图
α、β表面粒子发射率计量器具检定系统表框图具体见下图。
α、β表面粒子发射率计量器具检定系统表框图  
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